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Проанализировано влияние собственных параметров лазерного диода  

и параметров внешней обратной связи на девиацию частоты 
0 , 

спектральную ширину 
0

   и добротность Q    лазерной моды в 

рамках модели [1]. Результаты анализа применимы при слабой связи ла-

зера с внешним отражателем (коэффициент обратной связи 1C  ). 

Девиация частоты генерации лазера   с составным резонатором от 

частоты собственной моды уединенного лазера 
0  рассчитывалась в 

рамках первого приближения по методу Ньютона 
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,                         (1)

  0 dsin 0            .                            (2) 

Здесь   2

d 2 3 21 1R R R      , 
d 2nd c   – время обхода собствен-

ного резонатора лазера, 2l c   – время задержки во внешней части ре-

зонатора, arctg   ,   – параметр уширения линии (коэффициент ам-

плитудно-фазовой связи), 
2R  и 

3R  – коэффициенты отражения выходно-

го торца лазера и внешнего отражателя, C   . 

Ширина моды полагалась обратно пропорциональной квадрату эф-

фективного времени задержки 2

e1   [1], которое представлялось как 

e d d    . Рассчитывалась величина 
0

  , где 
0  – ширина моды 

в уединенном лазере. Расчет 
0

   проводился в двух вариантах: в 

предположении, что центральная частота моды равна 
0  и с учетом вли-

яния на частоту моды внешней обратной связи (в этом варианте исполь-

зовалось значение  ). По частоте и ширине моды оценена ее доброт-

ность, время и длина когерентности излучения. Информация подобного 

типа необходима, в частности, при построении интерференционных 

виброметров, работающих на принципе модуляции частоты генерации 

лазера, вызываемой периодическим движением объекта [2]. 
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